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FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee CISPR A: Radio-interference
measurements and statistical methods, of IEC technical committee CISPR: International special
committee on radio interference.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS Report on voting
CIS/A/1305/FDIS CIS/A/1314/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the-report on
voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will
remain unchanged until the stability date indicated on the |EC) website under
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication: At this date, the
publication will be

e reconfirmed,

withdrawn,

replaced by a revised edition, or

amended.

2 Normative references
Add to the existing list the fellowing new reference:

CISPR TR 16-4-1:2009, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods — Part 4-1: Uncertainties, statistics and limit modelling — Uncertainties in
standardized EMC tests

Delete the“existing reference to CISPR 16-4-2 from the list.

B.2.4 YMeasurement uncertainty of the absorbing clamp calibration

Replace the existing text of this subclause, modified by Amendment 1, by the following new
text:

The measurement instrumentation uncertainty of the calibration process is to be documented
in the issued calibration report.

For the original calibration method, the guidance in 7.2 of CISPR TR 16-4-1:2009 shall be
followed when determining the measurement instrumentation uncertainty of this calibration
process. The expanded uncertainty shall be calculated in accordance with CISPR TR 16-4-
1:2009, Table E.1 for the frequency range 30 MHz to 300 MHz and CISPR TR 16-4-1:20009,
Table E.2 for the frequency range 300 MHz to 1 000 MHz.
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The absorbing clamp shall meet the minimum requirement of the decoupling factors DF and
DR, as described in 4.2.4.

For the jig calibration method, the measurement instrumentation uncertainty of the calibration
process is to be based on the following uncertainty estimate:

Table B.1 — Uncertainty budget for the absorbing clamp jig calibration

method in the frequency range 30 MHz to 1 000 MHz

Source of uncertainty Uncertainty Probability Divisor Standard
i . L. value distribution uncertainty,

(Uncertainty factors / influence quantities)

(x dB) (+dB)
Measuring instrument accuracy ") 0,1 Rectangular 1,73 0,06
Uncertainty of JTF 2) 1,7 Rectangular 1,73 0,98
Mismatch receiver - absorbing clamp 3) 0,15 U-shaped 1,41 0,11
Distance between the clamp reference point
(CRP) and the jig 4) 0,15 Rectangular 1,73 0,09
Influence of measurement cable connection 2 0,1 Rectangutar 1,73 0,06
Inflgence of dlgf)erent measurement 0.2 RecGagular 1,73 0.12
environments
Repeatability of calibration process 7) 0,2 Normal 1 0,2
Combined standard uncertainty 1,02
Expanded uncertainty (k=2) 2,04

NOTE The rationale are given in the text after this table:

Uncertainty values shown in Table B.1 are examples only, derived from requirements in CISPR
16-1-3, and do not constitute a requirement.

Rationale for the estimates of-uncertainty factors or influence quantities specific to the
absorbing clamp jig calibration-method:

1) Measuring instrument accuracy
The network analyzer is to be calibrated before the absorbing clamp calibration using a
calibration kit to.reduce the systematic errors. A requirement for the linearity of the network
analyzer is.ihcluded in B.2.2.2.

2) Uncertainty of JTF
Theeorrelation of the actual clamp factor CF,; to the clamp factor of the original calibration
method CForig is to be performed using Equation (11) in order to provide a useful clamp
factor to the test house. This correlation is accomplished through the use of a JTF. The
uncertainty of the JTF is expected to be available from the jig manufacturer.

3) Mismatch receiver - absorbing clamp
The mismatch of the cable connecting the receiver input to the absorbing clamp via a 6 dB
attenuator is to be determined.

4) Distance between the clamp reference point (CRP) and the jig
The distance of the CRP to the jig is specified as 30 mm. If this distance is between 25 mm
and 35 mm, the deviation is less than 0,15 dB.

5) Influence at the measurement cable connection

A secondary absorption device is to be used on the receiver cable and be positioned per
Figure B.4. This setup significantly reduces the influence of the receiver cable orientation
relative to the absorbing clamp under calibration.
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6) Influence of different measurement environments

The jig shall be equipped with vertical flanges per Figure B.5 to significantly reduce the
influence of the calibration environment on the results.

7) Repeatability of calibration process to be derived from multiple completed calibration
activities
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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité CISPR A: Mesures des perturbations
radioélectriques et méthodes statistiques, du comité d'études CISPR de I'lEC: Comité
international spécial des perturbations radioélectriques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
CIS/A/1305/FDIS CIS/A/1314/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de.base ne sera pas
modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de I'lEC sous "http://webstore.iec.ch"
dans les données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

e reconduite,

e supprimeée,

e remplacée par une édition révisée, ou

e amendée.

2 Reéférences normatives
Ajouter & la liste existante la~houvelle référence suivante:

CISPR TR 16-4-1:2009,\Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods — Paft)4-1: Uncertainties, statistics and limit modelling — Uncertainties in
standardized EMC\tests (disponible en anglais seulement)

Supprimer |la‘référence existante a la CISPR 16-4-2 dans la liste.

B.2.4 _Incertitude de mesure sur I'étalonnage de la pince absorbante

Remplacer le texte existant de ce paragraphe, modifié par 'Amendement 1, par le nouveau
texte suivant:

timcertitudedetimstrumentatiomrdemesure duprocessus o etatonmage doit€tretayee dans
le rapport d'étalonnage publié.

Pour la méthode d'étalonnage originale, la recommandation du 7.2 de Ia
CISPR TR 16-4-1:2009 doit étre suivie lors de la détermination de [lincertitude de
I'instrumentation de mesure de ce processus d'étalonnage. L'incertitude élargie doit étre
calculée conformément a la CISPR TR 16-4-1:2009, Tableau E.1 pour la plage de fréquences
comprises entre 30 MHz et 300 MHz et la CISPR TR 16-4-1:2009, Tableau E.2 pour la plage
de fréquences comprises entre 300 MHz et 1 000 MHz.
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La pince absorbante doit répondre a I’exigence minimale des facteurs de découplage DF et DR,
tels que décrits en 4.2.4.

Pour la méthode d'étalonnage avec gabarit, I'incertitude de l'instrumentation de mesure du
processus d'étalonnage doit reposer sur I'estimation de l'incertitude suivante:

Tableau B.1 — Budget d’incertitude pour la méthode d'étalonnage avec gabarit de la

pince absorbante dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 000 MHz

Source d’incertitude Valeurs Distribution Diviseur Incertitude
(Facteurs d'incertitude / grandeurs d'incertitude de probabilité type
d’influence) (£ dB) (£4dB)
Exactitude de I'instrument de mesure ') 0,1 Rectangulaire 1,73 0,06
Incertitude du JTF 2 1,7 Rectangulaire 1,73 0,98
aR:Scsrpbt::trea’;/)ec désadaptation - pince 0.15 En forme de U 1 41 0.11
Distance entre le point de référence de la .
pince (CRP) et le gabarit“) 0,15 Rectangulaire 1,73 0,09
L:\szrecg)de la connexion du cable de 0.1 Rectangu(@+e 1,73 0.06
L:\szrecg)de différents environnements de 0.2 Reshspgulaire 1,73 012
Répétabilité du processus d'étalonnage 7) 0,2 Normale 1 0,2
Incertitude type composée 1,02
Incertitude élargie (k=2) 2,04

NOTE Les justifications sont données dans le texte aprés ce tableau.

Les valeurs d'incertitude données dans_le Tableau B.1 sont des exemples uniquement, dérivés
des exigences de la CISPR 16-1-3, et'fie constituent pas une exigence.

Justification des estimations:ldes facteurs d’incertitude ou des quantitiés d’influence
spécifiques a la méthode d’étalennage avec gabarit de la pince absorbante:

1)

2)

Exactitude de I'instrument de mesure

L’analyseur de réseau doit étre étalonné avant I'étalonnage de la pince absorbante a I'aide
d'un kit d’étalonnage, afin de réduire les erreurs systématiques. Une exigence relative a la
linéarité de lanalyseur de réseau figure en B.2.2.2.

Incertitude.du JTF

La corrglation du facteur de pince réel CF, et du facteur de pince de la méthode
d’étalonnage d’origine CF;, doit étre réalisée a I'aide de I'Equation (11), afin de fournir un

facteur de pince utile a I'organisme d’essai. Cette corrélation est obtenue au moyen de
I'utilisation d'un JTF. L’incertitude du JTF est présumée étre disponible auprés du fabricant
de gabarits.

((§]
-+

Récantaiir avan oA
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La désadaptation du cable raccordant I'entrée du récepteur a la pince absorbante par
I'intermédiaire d'un atténuateur de 6 dB doit étre déterminée.

Distance entre le point de référence de la pince (CRP) et le gabarit

La distance entre le CRP et le gabarit est spécifiée égale a 30 mm. Si cette distance se
situe entre 25 mm et 35 mm, I'écart est inférieur & 0,15 dB.
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